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Применение АИВК на базе сканера ближнего поля, 
для поиска тока утечек СВЧ-устройств

В докладе рассматриваются методы измерения антенн и 
антенных систем  при помощи автоматизированного 
измерительно-вычислительного комплекса (АИВК) на базе 
сканера ближнего поля, и возможность использования АИВК на 
базе сканера ближнего поля для поиска токов утечки сложных 
СВЧ-устройств.


